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Intreduccian: El “mercaptopropyl trimethoxysilane {(MPTMS) posee dos grupos
terminales reactivos: el grupo metoxi {-OCHs) que hidroliza y condensa formando
uniones covalentes can la red de siloxano y6 con dxidos en superficies metalicas de
aleaciones ferrosas & sobre wvidrios y también el grupo tiol {SH) reacciona sobre
superficies metalicas de Ag, Au, Pt y Cu formando fuertes unianes cavalentes.
Objetivos: Mediante hidrdlisis ¥ condensacion del precursor MPTMS se producen
peliculas que facilitan la adhesién de resinas poliméricas  aplicadas como
recubrimientos anticorrasivos de sustratos metalicos, Comparadas can peliculas de
cromatos cuyops espesoras son mayores a 0.5 um, los recubrimientas basadas en
siloxanos son mas delgadas. El MPTMS también se utiliza para generar peliculas con
aplicaciones tan diversas como sensores, dispositives biomédicos ¥ microelectrénica.
Resultadas: Las medidas elipsométricas muestran peliculas con valores de indice de
refraccion (n) entre 1.00 y 1.52 y alta transmitancia excepto en la regién entre 300 y
360 nm donde puede aumentar la absorcidn por oclusién de restos de solventes. Sin
embargo, también la presencia de poros incrementa la dispersidn de luz aumentanda
la absorcién con valores de k 2 0. Para la primara capa depositada se obtuvieron
indices de refraccion n~ 1.0 y espasores 40 < d < 400 nm, los cuales son indicativos
de una muy alta porosidad. Luego de un paosterior segundo deposito las peliculas
incrementan su campacticidad.

Luegao de varias semanas al aire y a 25 "C, el envejecimianto de las peliculas mas
porosas produce un aumento del indice de absarcion indicando la oxidacién parcial de
grupos tiol a sulfénico,

Conclusicnes El analisis global de datos abtenidos para distintos espesares de
pelicula seca permite mejarar la univocidad del ajuste de los valores de espesor,
indice de refraccion y coeticiente de absarcidn, n, k, v d, respectivamente. Medidas
elipsométricas realizadas iluminando entre 400 y 700 nm con distintos éangulos de
incidencia (65, 6% y 74 grados) permiten mejorar aln méas al ajuste y disminuir el error
enn, k yd.
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